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	國立台灣科技大學雙束型聚焦離子束顯微鏡(DB-FIB)使用儀器設備申請表

	申請單位
	
	申請學生
	
	電話
	
	教授簽章
	

	
	
	
	
	email
	
	
	

	申用儀器

功能
	□ 各式樣品之定點縱剖面切割與微結構觀察。
□ TEM樣品製作。

	使  用
區  分
	· 校內        □校外學術單位     □校外營利事業單位

	試片特性
	· ：金屬材料:

· ：高分子、有機材料:
· ：其它：

	使用
時間
	    年   月    日     時至    時


	實驗室負責人
	


說  明： 
一、本實驗室各項儀器設備均包含有高電壓、高壓氣體、冷卻循環系統等，進入本實驗室務須嚴守相關安全事項。使用者應確實依據管理員指示方式操作儀器，如自行使用非授權功能致損害設備，需負修復費用。

二、取樣應注意事項:
   1.試片: 試片直徑約1cm~2.5cm為較合適的尺寸， 
   2. 限制使用FIB機台之材料：
    a.磁性材料，如鐵、鈷、鎳及鋼材等
    b.有機物、粉末等電子束照射下會分解或釋出氣體材料
    c.低熔點的物質
    d.於E-beam照射下，影像會出現扭曲變形(fuzzy)材料
3.試片有油污、腐蝕或其他粘附物時，應先以超音波清洗乾淨。
4.粉末等樣品應確實固著於試片載台上，避免鬆動掉落而毀損真空系統，試片取樣及清洗處理後，不可再用手接觸，所有後續工作如粘附、蒸鍍、放置試片等均以工具輔助之。

5.目前以無機試片為主，高分子、生物這方面的試片請先告知管理員。
6.收費方式：
a. (每小時)本系: 離子束 1800元  電子束 600元
 外系: 離子束 2500元  電子束 1200元
外校: 離子束 4500元  電子束 1500元
廠商: 離子束 6000元  電子束 1800元
b. 切Tem試片: 以每片2小時計算
c. 白金電極費用另計(每5分鐘收費200元，不足5分鐘，仍以5分鐘計價)
